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% Plan prezentacji
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Prezentacja wybranych optoelektronicznych technik pomiarowych

* Metoda inspekcji wizyjnej,
* Mikrometr optyczny,

* Triangulacja laserowa

Przyktadowe zastosowania wybranych technik pomiarowych:

» System automatycznej kontroli jakosci rur (studium wykonalnosci), ‘

e Optomechatroniczny modut kontroli jako$ci wyrobow
| - | e

Podsumowanie

-l
Dorobek badawczy
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% Wprowadzenie

) . ) ’ ' 1

e Do pomiaru wielkosci geometrycznych szeroko stosowane s3 metody sty/kowe s
Zaletg tych metod jest bardzo duza dok adnos¢ i powtarzalnosc pbmlarﬂ Ma
- one jednak pewne wady, m.in.: koniecznosc bezposr dnleg}o kontaktu oncow
_pomiarowej z analizowang powierzchnig, matg predkoéé. przesuwu, ’ratwosc
uszkodzenia ostrza odwzorowujgcego, a takze mozliwesé uﬁkodzgnla
powierzchni badanych wyrobow. § ‘
y

. Metody Metody
|9 stykowe ‘.\ bezstykowe ~ :
v
v

e Z tego wzgledu od szeregu |atlczynione sa wysitki, w celu ‘opracowania innychl
metod po’Amiaru wielkoéci geometrycznych, alternatywnych wobec. metod
stykowych. Wioda"éq role odgrywajg wsrod nich techniki wykorzystujace Swiatto
jako nosnik informacji o mierzonych wielkosciach. \ y
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% Metoda inspekcji wizyjnej (2D)
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% Mikrometr optyczny (1D)

réownolegta
kurtyna swietlna

uktad soczewek
monitor CMOS sensor CMOS
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% Metoda triangulacji laserowej (1D i 2D)

e Sensor 1D e Sensor 2D e Budowa gtowicy 2D " laser
pomiar wysokosci pomiar profilu i p6tprzewodnikowy
(wspotrzedna Z) (wspotrzedne X, Z) s

cylindryczne

“powierzchnia
obiektu

uktad
soczewek

sensor CMOS

X:[ 3.300 mm/div]
2:[ 3.300 mm/div]

Obraz z sensora Zmierzony profil

LMI Gocator 1340~ LMIGocator2340

e ilos¢ pkt. pom.: 1, e ilos¢ pkt. pom.: 1280,
e met. triangulacji 1D, e met. triangulacji 2D,
e skanowanie: 32 kHz. e skanowanie: 0,17+5 kHz.
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% System automatycznej kontroli jakosci rur (studium wykonalnosci)
..

& \ . V‘ - A oc ': Pl .
e Podstawowe xymagama ' zakresie kontroli jakosci Outeide diameter Tolerance on outside diameter
P 4 D D
1. Pomiary wielkosci geometrycznych: J| o Tolerance Permissible
a) pomiar dtugosci: l class deviation
. "4 D3 0,75 % or £0,3 mm
- zakres pomiarowy: > 540 mm, b e 1583 whichever is the greater
- tolerancja dt.: & < 100 mm (£0,3 mm), - D43 £0,5%or £0,1 mm
whichever is the greater
@& >100 mm (£0,5 mm). k.
) s D >168,3 D2 £1,0%
b) pomiar kata ciecia: — < |
- pomiar z obu stron wycietych elementéw, b @ e eemouor seromer
- tolerancja odchylenia katowego: + 10'". ,
c) pomiar srednicy zewnetrzne;j: : : ‘
- zakres pomiarowy: 18+170 mm. ‘ i . s | |
NA STANOWISKU CIECIA LASEROWEGO

i RAPORT

d) pomiar odchytki kotowosci:
-wg normy dla rur EN 10217-7 (klasa doktadnosci D3).
2. Kontrola powierzchni wewn. i zewn. rury:
- uszkodzenia powierzchni (rysy, pekniecia, ubytki),
- obszary korozji,
- wady spawu (nieciggtosé, przepalenia),
- wady krawedzi ciecia (ubytki, grat),
- nieprawidtowe potozenie spawu.
3. Wydajnos¢ systemu: ok. 100 sztuk/h.

- —————

.............
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»% Pomiary wielkosci geometrycznych (gtowica laserowa 1D)

. A
o Zastosowal?ie 1 gtowicy Iaserowej‘ e Zastosowanie 4 giowic Iaselrowych [
| Ye ,. /
gtowica } " A /
- pomiarowa 1D Al
\ j |
perlen i I
' lasera J ' .
o b przesuw
badany i liniowy
§ gt | ¢ ,
\ o il 3
\ przesu 2

liniowy

Parametr Wartos¢ |

Konlecznosc czasoshionnego skanowanl‘ / |
;{ 4 Zakres pomiarowy Z 95 mm

- badanego elementu (obnizenie wydajnosci
A Nieliniowos¢ pomiarow Z | £ 50 um
- procesu produkciji). -

Rozdzielczos¢ pomiarow Z| 0,5 -1 um
- u Y ’ M

, Przyktadowe parametry | Wielkos¢ plamkilasera | 0,37 mm
Propozija nrl gtowicy 1D, LMI 1340 | czestotliwo$c skanowania| 32 kHz
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% Pomiary wielkosci geometrycznych (gtowica laserowa 2D)

» Projekcja wigzki prostopadle do osi obrotu 0"Projekcj§;\ wigzkirdwnolegle ﬁo osi obrotu

~

(zastosowanie 4 glowic {dsscoronyel)) (zas‘tosowanie 2 gtowic tasermjvych)

-
glowica 2 ’
pomiarowa 2
_
“ 4
A
-y b’édany !
\ element 1
A
\ 3
ol ”
tni Parametr Wartos¢
Liczba punktéw w profilu | 1280 pkt. 1 _
: Niewystarczajac& , Zakres pomiarowy X 96 +~194 mm
rozdzielczoéc’ pomiaru Zakres pomiarowy Z 210 mm |
. 4TI Nieliniowos¢ pomiarow Z | £ 21 um L ~
w osi X (wzd!yz linii) _ —
- ‘ Rozdzielczos¢ X 95 +170 um
3 2 Rozdzielczo$¢ Z 13 +37 um | Przyktadowe parametry
PfOpOZVCJa nr Czestotliwos$¢ skanowania| 0,17 =5 kHz 8"0W‘?V 2D, LMI 2340
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¢ & Pomiary wielkosci geometrycznych (mikrometr optyczny 1D)

200£100mm

A / —a -+ g

e Koncepcja 'klkiadu pomiarowego
(dlaruro érednisy 3 120'-mm) ] / I

j o B ,ILI

k
Odbiornik
J £8 pm 'S /
4 16 ym—— E 4
= &
. 1 / ; |
: 40mm F ‘ 1
gtowica ' 4 g0 mm S— '
oQbiorcza —
\ Parametr Wartosc )
q zakres pomiarowy | 0,8 +120 mm |
odlegtosc .mled.zy gt. 400 + 100 mm ;,
j‘ nadawczg i odbiorcza
WytyPowana metoda ] powtarzalnosé pomiaru +0,3 um
o . ‘ p < +
pomiarowa rladawcza doktadnos¢ pomiaru +8,0um
- ¥ (£ 16,0 um)
Podstawowe parametry czestotliwogé <1618
mikrometru, LS-9120M prébkowania > 3

Propozycja nr3
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Y Pomiary wielkosci geometrycznych (mikrometr optyczny 1D)

& \ | a O 4 4 o ‘
o Pre\zentacja‘-,,lhs\posobu ustawienia katowego rur wzgledem mlkrometruloptycznegq

f
) .

g * Opcjonalny pomiar kraweﬂ!i rur
(stowica laserowa 2D)

1 S Y&in:min(Yl...YN) ‘ j

S e, (v | IS oft

3

min)
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¢ & Pomiary wielkosci geometrycznych (mikrometr optyczny 1D)

J St.anowisko\ eksperymentalne

e Wybrane narzedziJ pom‘iarowg

> Targel viewss -Head1 [~ |O/X| _ .
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0.0000 3 I f € ouTt
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1200000 i & 0Tz ]
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¢ & Pomiary wielkosci geometrycznych (mikrometr optyczny 1D)

| = |
\\ ) i b o ‘
o Preze}ntacja procesu pomiarowego

2 Target viewer - Head 1 DDE]

]
Pause

A top IOmm/ Div

List of targets
@ ([1] Target 1
(2] Target 2 }

(3] Target 3
[1!4] Target 4
[ 15}

|

¥ bottom

- Display setting
fn Tilt
LS-9120M Grid
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¢& Kontrola powierzchni wewnetrznej (kamera matrycowa)

o Koncépcja ukifadu wizyjnego

badany
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IiniOW/

\
\'»

i 3
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J

¥ & Optomechatroniczny modut kontroli jakosci wyrobow (wymagania)

o Pmdstéwoﬂ ewymagaﬁia A

1. Pomiary na powierzchni wewnetrznej czaszy:

- pomiar gtebokosci czaszy,

- pomiar srednicy wewnetrznej czaszy,

- pomiar bicia promieniowego czaszy.
2. Pomiary na powierzchni bocznej detali:

- pomiar srednic,

- pomiar promieni,

- pomiar odlegtosci,

- pomiar faz,

- pomiar katow,

- pomiar bicia promieniowego,

- pomiar bicia osiowego.
3. Srednica detalu: maksymalnie 60 mm.
4. Dtugos¢ detalu: maksymalnie 140 mm.
5. Masa detalu: maksymalnie 0,8 kg.
6. Wydajnosc¢ systemu: ok. 90 sztuk/h.
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¥ & Optomechatroniczny modut kontroli jakosci (koncepcja ukt. pom.)

A
¢ Koncepcja modutu do Igontr.-oli

p?wierzchni 7ocznej1detali/
' .

° Ko‘nceptija modutu do kontroli
powierzchni czaszy - :
| i

- przesuw

|v'iniow§\
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D i
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badany glowica
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. k fowi )
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A |
\ ’, , /
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% Pomiar sr. wewnetrznej oraz bicia promieniowego czaszy

e Badania eksperymentalne | e Badania'weryfikacyjne

E Kontrola jako$ci wyrob6éw z zastosowaniem A
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»% Pomiar gtebokosci czaszy (gtowica laserowa 2D)

e Badania eksperymentalne ¢ Badania weryfikacyjne

%, 4

18.4- = 1
X:[5mm/div] X:[5Smm/div]
Z:[5mm/div] Q H i Z:[5mm/div]

.0

15, 20.0
| .

1 i 1
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ESmm]div] B B Z:[5mm/div]
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% Pomiary na powierzchni bocznej (mikrometr optyczny 1D)

4 tl:ur:u 10, T

|
0 wWaveform 100
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. |

e / | ‘

gfowica IS : !
odbiorcza ~ 5 . . E W aweform llilli
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“% Pomiary bicia promieniowego (mikrometr optyczny 1D)

i

. Badani'? weryfikacyjne | e

krawedz gérna

Potozenie katowe [°]
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2 . — .
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g R g WA
34,81 , . , , . , , , , , ,
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¢ & Optomechatroniczny modut kontroli jakosci wyrobow

) : 1
e Widok o§oln y systemu ¢ Rozmieszczenie poszczegolnych modutow |
¢ Prezentacja procesu kontroli jakosa

= el

i i A ! | '
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'L podsumowanie

-y - }

_ - z

e Wykorzystanie systeméw automatycznej inspekcji: umozliwia zwigkszenie
wydajnosci i niezawodnosci kontroli jakosci wytwarzania. “Wynika to..przede
wszystkim z wyeliminowania czynnika ludzkiego zZWigzanego z brakjgn ‘

powtarzalnosci, zmeczeniem, subiektywnoscig oraz mniejsza sprawnosaa
) °
e Zastosowanie bezkontaktowych technik wizyjnych i Iaserowych “pozwala na

osiggniecie wysokiej szybkosci pomiaru przy zachowaniu jednoczesnie duzej
dokfadnosci pomiarowe;j.

e Zintegrowanie kilku uktadow pomiarowych w urzadzeniu pozwoli na kontrole
wiekszosci parametrow produktu oraz kontrole kazdego wytworzonego detalu.

e Kontrola jakosSci prowadzona bedzie on-line, to znaczy réwnolegle
z biezgca produkcja kolejnych wyrobow.

e Wdrozenie zaprezentowanych systemow  kontroli jakosci zapewni istotne
zwiekszenie efektywnosci ekonomicznej produkcji dzieki eliminowaniu wyrobéw
wadliwych zgodnie z podejsciem ,zero brakdéw” bez zaktdcania procesu
wytwarzania.
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»% Dorobek badawczy

Palaliltagjkda0d@/RGAN:(2016): v _—
¢ G/aﬂgdnde]zkga(@r)meadga/\NaAkwmat'Emhﬂcean:luBb’s;cesamerasutmnammm/teumje
gtas$ podolgiatiivi- P00 BYe Rol diksplka ta el 0/2@:1 6yt 2 Q9S40 i

3. thaldicpzvaarBdeme.: NIBEBERD fifspbRYK UYL zel HEEA Wity d"?é/&k%&mé’ﬁﬁﬁ%"??ﬂné@ﬁa@
PIe&Po Ry 88, 7cnABIWEEe sNatEM &ty zacja Montazu 2/2016, str. 25-30,

3. Udtiatarsamijnarbactisian keviytiplde EBoPlh¢20369ction of tableware glass products.

. f@?ﬂ@%‘&v’élﬁ@loﬁ{éwa‘{ﬁ%éﬁ atfi-23serowej 2D do inspekcji toréw suwnicowych”,
4. KRatpPi)RadGatatRduty 30dka Z., Czajka P., Czarnecki K., Bogdanski B., Rydzewski M.,
o Maetokiziniszeldj SmretilnidczyAbosavadysish of pthemyséttimgtoangleyjofrnliquid glass on

mazktioompamient tczaigngscio bisdined eby Dh é arls-RiB, RAD ometiods dR el dn) Eksploatacji

%es%\(?visécﬁi?éld%lrobku badawczego:

§. Garbacz P, Glesko T., Czajka P., Mazurkiewicz A.: Vision system for inspection of glass

bg Ubl aC{ re Q matlon 2017 Advances in Intelligent Systems and Computing

e s ru
. Eé’(ﬁy ainﬁn na koaferencjach: 15

o Ilczba wystapien na semlnarlach I TeE- PIB 9,

6. E@E@L\E—pﬁé‘fﬂm'ﬁgﬁgw&%ha%la Mezyk ).: Automatisation of Multi- -parametric quality
o [RSPSLHAR di'gri;pdrly"symﬁgml rnetal elements. Journal of Machine Construction and
o MIDIGRARR AP IR AGHELKY)-
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Materiat opracowany w ramach:

Programu Strategicznego - nr POIG.01.01.02-14-034/09-00. Pn. Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zréwnowazonego rozwoju
gospodarki” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Poddziatanie 1.1.2 Strategiczne programy badan naukowych i prac rozwojowych

Pt.: ,Kompaktowy system zautomatyzowanej obstugi obrabiarek CNC z optomechatronicznym modutem kontroli jako$ci wyrobow”

Ay R 4 w
INSTYTUT
"- INNOWACYINA  [[EREREIS e
- ; G O S PO DA R KA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGZY RADOM ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOIJNOSCI

froie.k'r wspotﬁnansgwany przez Unie Euro&eiskq ze ﬁk()w Europejskiego Funduszu,Rozwoiu Regionalnego
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJi‘ /

I — PANSTWOWY INSTYFUT BADAWCZY LV, 2758 CIEN 2017 ¢
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